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КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ТЕКСТУРЫ ДИФФУЗИОННЫХ СЛОЕВ

В работе / I /  отмечалось, что диффувионный слой, образую
щийся при борировавии железа, преимущественно ориентировав. На
ми показано наличие более или менее четко вмрахенвой аксиальной 
текстуры боридных слоев, образующихся на железе, никеле,, кобаль
те , причем ось текстуры перпендикулярна поверхности образца в 
совпадает с кристаллографическим направлением [ООХ]. При атом 
степень совершенства текстуры зависит от технологических пара
метров процесса (температуры, времени и мощности диффузионного 
источника). Вследствие значительной анизотропии свойств различ
ных фаз борированного слоя по кристаллографическим направлениям 
(в  частности, нами установлена сильная анизотропия теплового 
расширения боридов железа / 2/ )  наличие преимущественной ориен
тировки приводит к существенному изменению комплекса физико- 
механических свойств покрытия в целом и определяет его работо
способность.

В связи с этим особую остроту приобретает вопрос количеот- 
венной оценки текстуры в диффузионных покрытиях.

Цель данной работы -  разработка методики количественной 
оценки преимущественной ориентировки покрытий, имеющих лишь одну 
ось текстуры.

К количественным характеристикам текстуры относятся угол 
рассеяния сС и степень текстурованности С , определяемая 
как отношение максимальной интенсивности интерференционной ли
нии текстурованного образца к интенсивности той же линии беотекг* 
стурвого образца (эталона). Но в отдельных случаях, наряду о 
преимущественной ориентировкой большей части кристаллитов, опре
деленная их часть раэориентировава.

В частности, это явление характерно для диффузионных слоев, 
когда тонкий поверхностный слой, образоваваийся в начальные мо
менты насыщения, является полностью растекстуроваввым / 3 / .
Для таких текстур, по нашему мнению, необходимо ввести еще одну 
количественную характеристику -  относительное количество текоту- 
рованвого вещества , определяемое как отнбшевие числа
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врисхадлихов, ориевхированных в пределах угла рассеяния, к пол
ному их ноличеохву.

Диффуаиоиные попрыхия в больсинсхве случаев ішогофаааы, 
поэтому определение степени хексхурованносхи с помощью бесхеко- 
хурного образца исключено (из-за неконтролируемого фазового со
става ), Но даже в случае однофазного покрытия '■ри определении 
охепени хексхуроваивосхи путем сравнения и хенсивносхей эталона 
и образце может быть допуп(Ьив ошибка за счзт эффекта эксхинции, 
воледохвие различного размера зерен образца и эталона. Поэтому 
воанинаех необходимость определять интенсивность инхерфвренцион- 
ной линии бестекстурного эталона, используя рентгенограмму этой 
же линии хекстурованного образца.

Рнс.1. Сфера проекций ц распределевиъ полюсной плохности 
плоскостей ( KkŁ ) для аксиально хексхурованного 
образца (а ) и обработка рентгенограммы, снятой ме
тодом "поворота" (б)
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Рассмофрші сферу проекций и распределение полюсной плохноо- 
ти плоскостей ( k k t ) для аксиально тенстурованного обрааца 
(рис*1,а)ф Очевидно, что количество плоскостей ( h k t ) -  ,
участвующих в отражении, равно произведению полюсной плотности 
на площадь полусферы (фактор повторяеіюстй в этом случае во вни- 
иавие не принимается, так как рассматривается преимущественная 
ориентировка одной и той же кристаллографической плоскости):

П = 2  f  Р . ( I )

Для текстурованного образца при тех же условиях сьемниг

!сС
й  - 2 'h Pgт, 4' Й ' Рс.т. , (2)

где Рят '  полюсная плотвоств плоскостей ( k k t ) кристаллитов 
полиостью растевстурованной части слой;

R j  -  средняя полюсная плотность плоскостей ( flk£ ) 
кристаллитов, преииуцеотвенно ориентированных в 
пределах угла рассеяния оС .

Тогда полюсная плотность плоскостей ( l ikt  раопределвн- 
ная на всю сферу проекций (интенсивность бестекотурвого обравца), 
определяется по формуле

(3)

Следователыіо* относительвое количество текотурованного Ва- 
цества в покрытии равно

2  Ь іП ^  R.T.
ГоГ

\

Pg.r, +  2 $ i ł  2  Pę.T. -I 2  S i« 4 P e.T .

(♦)

Степень текстурованвости диффуаионвого покрытия определяет*' 
вя по соотновению

РгС =
Pgr + 2 sin^^Pc.T,

(5 )
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Если раствкстуроваввая часть слоя полвостью отсутствует и 
все кристаллиты ориевтированы в пределах угла рассеяния, фор-' 
мулы (4) и (5) упростятся

-  1 , с -

Поскольку полюсная пло(таость пропорциональна интенсивности 
реатгеновскит лучей на рентгенограше, снятой методом ''поворо
та" , то необходимые данные для расчета по формулам (4) и (5) 
могут быть получены на основании обработки рентгенограммы, яв
ляющейся диаметральным разрезом полюсной фигуры (ри о .1 ,6 ). Кри
вая 2 подучена путем исправления кривой интенсивности I  на по
глощение рентгеновских лучей в материале покрытия. Поправка на 
поглощение может быть получена экспериментально по рентгенограи- 
ме, снятой методом "поворота" с эталонного образца, или же ра
счетным путем / 4 / .

В случае, если в анализируемом участке рлоя часть кристалли
тов полностью разориентирована, то кривая 2 выходит параллель
но линии фона и выше ее (р и с .1 ,6 ). При отсутствии растекстурован-г 
вой части слоя линия, исправленная на поглощение, сливается о 
линией фона; зта точка выхода нв линию фона (для первого слу
чая точка выхода кривой 2 на горизонтальную прямую) соответст
вует максимальному углу рассеяния текстуры. Но так как опреде
ление точки выхода кривой 2 на линию фона (горизонтальную пря
мую) связано о бодьшо)} лоі'решностью, что существенно влияет на 
определение количественных, характеристик текстуры, то целесооб
разно угол рассеяния оценивать по углу поворота образца, приво
дящего к уменьшению максимальной гнтеасивности в 2 раза, 
т.е. оС = 2 о(,̂05

где 5 ИЛИ d 06
р . - р .ф

Р,р -  интенсивность фона;
С -  площадь на рентгенограмме, снятой методом "поворота", 

ограниченная исправленной на поглощение кривой 2 , 
линией фона (горизонтальной Прямой) и ординатой мак
симальной интенсивности
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